Nazwa urzadzenia do zakupu

System do pomiarow witasciwosci ferroelektrycznych cienkich
warstw oraz przyrzaddéw nanoelektronicznych

Charakterystyka

Zintegrowany system pomiarowy o konstrukcji modutowej bazujgcy
na komputerze klasy PC umozliwiajacy realizacje pomiaréw
histerezy statycznej i dynamicznej (S/DHM — static/dynamic
hysteresis measurement), pomiaréw impulsowych (PM) typu PUND
(Positive-Up-Negative-Down), czasu retencji (RM — retention
measurement), prgdéw uptywu (LC — leakage current mesurement),
pojemnosci matosygnatowej (Css — small-signal capacitance) oraz
zmeczeniowych (FM — fatigue measurement). Urzgdzenie musi by¢
wyposazone w oprogramowanie realizujgce procedure pomiarowa
oraz umozliwiajace akwizycje i reprezentacje graficzng wynikéw. W
0goblnosci, urzadzenie ma umozliwia¢ bezposredni pomiar
polaryzacji (P) materiatu wskutek przytozonego zewnetrznego pola
elektrycznego (E). Pomiar histerezy P-E(V) jest reprezentatywng
metodg potwierdzajgcg pojawienie sie efektu ferroelektrycznego
oraz charakteryzujgca stopien polaryzacji badanego materiatu. Na
podstawie tego typu pomiaréw dokonywana bedzie ekstrakcja
remanencji magnetycznej (Pr) oraz pola koercji (Ec).




Parametry techniczne

Pomiary histerezy (HM):
e (Czestotliwos¢ sygnatu: w zakresie od min. 10 mHz do 1 MHz
z mozliwoscig wystawienia dowolnej czestotliwosci
e Generator sygnatéw arbitralnych: mozliwosé wystawienia
sygnatu tréjkatnego oraz sinusoidalnego
e Doktadnos¢ pomiaru: co najmniej 10 fC
Pomiary impulsowe (PM):
e Szerokos$é generowanego impulsu: min. 50 ns

e Pomiar impulséw o szerokos$ci min. 300 ns

e Mozliwosc¢ ksztattowania impulsdw: ustawienie czasu
narastania/opadania oraz czasu trwania impulsu

e Opdznienie czasu trwania impulsu: min. w zakresie od 1s do

100s
Pomiar retencji (RM):

e Szerokos$é generowanego impulsu: min. 50 ns

e Zakres pomiaru czasu retencji: min. od 1 do 108

e llos¢ punktéw na dekade pomiarowa: min. od 1 do 10

Pomiary pragdéw uptywu (LC):

e Zakres mierzonych pragdéw min. od 1 pA do 100 mA

e Wymuszenie za pomocg sygnatu schodkowego, czas trwania
potki w zakresie min. od 2 s do 100 s

Pomiar pojemnosci matosygnatowej (Css):

e Zakres polaryzacji napieciowej: min. od -30V do +30V

e Czestotliwos¢ sygnatu pomiarowego: min. w zakresie od
1Hz do 1 MHz

e Generator sygnatow arbitralnych: mozliwosé
wygenerowania sygnatu prostokatnego oraz schodkowego

e Zakres rozdzielczo$ci powierzchni min. od 0.05 pm? do 1 m?

Pomiar zmeczeniowy (FM):

e Zakres czestotliwosci pomiarowej: min. do 16 MHz

e llo$¢ impulséw pomiarowych: min. od 1 do 10

e llos¢ punktéw na dekade pomiarowga: w zakresie min. od 1
do 10

Oprogramowanie sterujgce:

e Mozliwosc¢ przedstawienia wynikdw pomiardw w réznych
uktadach wspétrzednych, np. prad-napiecie, pojemnos¢-
napiecie, polaryzacja-napiecie, polaryzacja-czas, itp.

e Mozliwos¢ poréwnywania zmierzonych wielkosci w jednym
uktadzie wspodtrzednych

e Mozliwosc¢ definiowania ksztattow i przebiegu impulséw
pobudzajacych

e Mozliwos¢ eksportu wynikéw pomiarowych ASCIl oraz do
pliku Word

Komputer sterujacy:

e Procesor: zegar min. 3 GHz, min. dwa rdzenie

e Pamiec operacyjna: min. 4 GB

e Dysk twardy: min. 160 GB

e System operacyjny: Windows min. 10




Wyposazony w klawiature, mysz oraz kompletny zestaw
przewodow i innych elementéw umozliwiajgcy rozpoczecie
pracy z urzgdzeniem pomiarowym
Wyposazony w karte pomiarowg analogowa umozliwiajgca
realizacje wyszczegdlnionych wyzej pomiardow:
o llo$¢ sampli: 20 Ms/s, rozdzielczos$¢ 16 bit przy min.
zakresie polaryzacji od -10V do +10V
o Min. 4 kanaty wejsciowe, czestotliwos¢ zbierania
sygnatow min. 30 ns
o Generator sygnatdw arbitralnych: ilos¢ sampli do
100 Ms/s
o Kanat wyjsciowy: min. zakres impulséw
pomiarowych od 50 ns do 1000 s; zakres pomiaréw
min. 1 MHz przy 10 V







